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1. Uvod

Zivimo u vremenu u kojem obim i koli¢ina istraZivanja optickih, elektronickih,
hemijskih i transportnih svojstava materijala na nano nivou doZivljavaju zapanjujuci
rast. Sa porastom tehnolosSkih potreba za finijim mikrostrukturama materijala
porastao je znaCaj karakterizacije i razumijevanja nanostruktura. Naj¢es¢i nacin
predstavljanja nanostruktura jeste u vidu viSeslojnih tankih filmova. Svojstva povrsine
i dodirne povrSine (interfejsa) viseslojnih tankih filmova uveliko upravijaju velikim
brojem osobina materijala. Pouzdane osobine struktura viSeslojnih tankih filmova u
mnogim tehnoloskim aplikacijama, kao Sto je mikroelektronika, zavise od mehanicke i
hemijske stabilnosti dodirnih povrSina materijala. Pogodno istrazivanje i analiza
dodirnih povrSina je vaZzna aktivnost koja mora biti izvedena sa velikom
precizno$cu.lstrzivanja na ovom podru¢ju motivirana su mogucénos$c¢u dizajniranja
nanomaterijala koji bi posjedovali nova elektroni¢na, opticka, magnetska i
fotohemijska svojstva. Upravo ta svojstva omogucit ¢e tehnoloski napredak u
kvantnoj elektronici, nelinearnoj optici, te u informatici za pohranjivanje i obradu
podataka.

Zbog toga je analiza ovih tankih filmova, raznih dodirnih povrSina po sastavu i
strukturi, na jednoslojnom atomskom nivou, veoma vazan faktor. Ove analize se rade
pomoc¢u odredivanja raspodjele unutrasnje koncentracije sa velikom prostornom
rezolucijom, tj. odredivanjem raspodjele koncentracije razliitih elemenata sa
dubinom. Odredivanje raspodijele unutrasnje koncentracije je takoder veoma vazno u
poluprovodnickoj industriji i to uglavhom u analizi raspodjele primjesa unutar
poluprovodnika. Druga sustinska primjena raspodijele unutrasSnje koncentracije je pri
odredivanju interdifuzionih parametara, tj. kod odredivanja pre-eksponencijalnih
faktora i energije aktivacije razliCitih elemenata u legiranoj strukturi. Sve ove primjene
su moguce i zavise od tacnog odredivanja raspodjele unutrasnje koncentracije.

Dubinsko profiliranje je jedan od najsnaznijih mehanizama u analizi povrSine i
dodirnih povrSina viSeslojnih tankih struktura. Osnovni cilj ovog dubinskog profiliranja
je da istrazi raspodijelu unutrasnje koncentracije sa dubinom. Dubinsko profiliranje je
posebno dobilo na kvalitetu uvodenjem povrSinskih analitiCkih tehnika kao Sto je AES
(Auger Elektronska Spektroskopija) kombinovana sa jonskim rasprasivanjem. Jonsko
raspraSivanje je jedini metod kontrolisane erozije povrsSine koji je upotrebljiv za sve
tipove ¢vrstih materijala.

Jonsko raspraSivanje uzorka tokom dubinskog profiliranja unosi neke perturbacije i
ima snazan uticaj na oblik profila. Glavni uzroci za kvarenje oblika profila dolaze od
mijeSanja atoma, hrapavosti dodirnih povrSina i preferencijalnog raspraSivanja u
multikomponentnim sistemima. Zato se kod ovih mjerenja nastoje umanijiti efekti ovih
perturbirajucih faktora.
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